
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  極点測定の吸収係数と試料の厚さ 
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概要 

 薄い材料の極点測定を行う場合、予め、吸収を測定します。 

通常、Ｓｉなどの回折線で回折強度（Ｉ０）を測定し、光路に材料を差し込み減衰した 

Ｓｉの回折強度（Ｉｘ）を測定し、Ｉｘ＝Ｉ０ｅ－（μ／ρ）ｔ から吸収を計算し、測定時入力します。 

しかし、測定時入力されていない場合、早めに測定ファイルに吸収係数を入力してください。 

   入力方法としては、測定ファイルにエディッタを用いて入力する方法と、ソフトウエアで変更する方法が 

   あります。 

   以下にソフトウエアによる方法を説明します。 

 

 ソフトウエア 

  ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ１．５（Ｖｅｒ．１．５４以降） 

  ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ２（Ｖｅｒ．３．８０以降） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ１．５による方法 

  

 ファイルに吸収係数が入力されていない場合、前回に値が赤く表示されます。 

 吸収係数と厚さを入力し、Ｓｅｔを押す 

 

 赤から黒に変わります。 

 

 

データ処理を行わないでＡｓｃを指定し、Ｃａｌｃ 

  

 

 

 

 吸収係数が書き込まれたファイル 



 

ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ２の場合 

 

同様の処理でＮＥＷホルダに 

 

 

 吸収係数が書き込まれたファイル 

 

 

 

 

 

 



作成されるファイル 

 ＿ｃｈ．ａｓｃの場合、データ処理は行われていません。 

 ＿ｃｈとａｓｃの間にＵがある場合、吸収補正が行われています。 

 ａｓｃファイルのデータ処理を行う場合、＿ｃｈの後を確認し、２度処理を行わない様、 

処理を行って下さい。 


